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Siatka dyfrakcyjna z cieklokrystaliczng warstwa
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Przedmiotem wynalazku jest siatka dyfrakcyjna
z cieklokrystaliczng warstwa do wywolania zja-
wiska ugiecia Swiatla widzialnego lub innych krét-
kich fal elektromagnetycznych.

Powszechnie znane siatki dyfrakeyjne sz to
przezroczyste plytki z naniesionymi na powierz-
chni liniami w postaci rys lub progéw. Rysy lub
progi muszg byé naniesione ré6wno i réwnolegle
oraz bardzo gesto, aby na 1 mm znalazlo sie po-
nad 1000 rys. Otrzymywanie takich siatek dyfrak-
cyjnych wymaga skomplikowanej i precyzyjnej
aparatury do mechanicznego nacinania rys. Istnie-
ja takze siatki dyfrakcyjne wykonywane na plycie
fotograficznej, ktére otrzymuje sie metodg hologra-
ficzng przy uzyciu lasera i przy zastosowaniu
szczegblnie dobrej amortyzacji przeciwstrzgsowej
w celu uzyskania duzej gestosci zapisu.

Znane sg takze siatki dyfrakcyjne z warstwami
cieczowymi lub cieklokrystalicznymi, powstajace
w wyniku dzialalnosci pél elektrycznych lub aku-
stycznych na osrodek cieczowy. Jednak takie siatki
dyfrakcyjne sa bardzo niestabilne oraz posiadaja
bardzo mate wymiary.

) Celem wynalazku bylo opracowanie siatki dy-

frakeyjnej z cieklokrystaliczng warstwg, ktéra po-
wstawalaby bez zastosownia wzbudzenia przez po-
la zewnetrzne.

Siatka dyfrakcyjna wedlug wynalazku zawiera
warstwe cieklokrystaliczng bedgca mieszaning
92—99,5% p-metoksybenzylideno-p’-n-butyloaniliny
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i 8—0,5% kwasu abietynowego lub kwasu pimaro-
wego, naniesiong na gladkie podloze stale lub cie-
kle lub pomiedzy dwie gladkie powierzchnie, z
ktoérych przynajmniej jedna jest uformowana na
podlozu przezroczystym.

Cieklokrystaliczna warstwa zawarta w siatce
dyfrakcyjnej wedlug wynalazku charakteryzuje
sie struktura okresowg o dlugosci okresu poréw-
nywalnym z dlugoscig fali swiatla. Siatka dyfrak-
cyjna z takg warstwag charakteryzuje sie duza silg
Swiatla ugietego i niskg wartoscig statej siatki.
Siatki dyfrakcyjne wedlug wynalazku moga mieé
dowolnie duze wymiary geometryczne, a siatki
takie mogg pracowaé zar6wno w Swietle przecho-
dzacym jak i odbitym. Stala siatki dyfrakcyjnej
zalezy od procentowego skladu uzytej mieszaniny
cieklych krysztaléw i waha sie od 0,5 mikrometra
do 10 mikrometréw. Dzigki tej wlasciwosci mozna
sterowaé dyspersja wytwarzanej siatki dyfrakcyij-
nej, a tym samym ustalaé szeroko$é teczy obserwo-
wanej w zadanych warunkach.

Siatka dyfrakcyjna 2z cieklokrystaliczng war-
stwa wedlug wynalazku jest trwala i nie wymaga
zadnego wzbudzania przez pola zewnetrzne.

Zastrzezenie patentowe
Siatka dyfrakcyjna z cieklokrystaliczng war-

stwg, ktéra stanowi cienka warstwa cieklego kry-
sztalu naniesiona na stale lub ciekle podloze albo
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miedzy dwie gladkie, réwnolegle powierzchnie, z krysztal jest mieszaning zawierajacg 92—99,5%
ktérych przynajmniej jedna jest uformowana na p-metoksybenzylideno-p’-n-butyloaniliny i 8—0,5%
podiozu przezroczystym, znamienna tym, ze ciekly kwasu abietynowego lub kwasu pimarowego.
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